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Priprava vzoriek: PouZivame tzv. leStené¢ vybrusy, nabrusy,
alebo vyseparované preparaty. Jednou z podmienok pre skimanie

vzoriek pod elektronovym lic¢om je aj elektricky vodivy povrch.
Preto d’alsim krokom pri priprave vzoriek je vakuové naparenie

tenkej uhlikovej alebo zlatej vrstvy.
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Zéakladnym principom pristroja je bombardovanie vzorky zvizkom urychlenych elektronov. Pri cable d
Elektronovy lu¢ Augerove . .. , , o , ... , ,
T — elektrony interakcii elektronového luca so vzorkou dochadza k emisii nasledovnych typov elektronov, RTG .
Ziarenia a vidite'ného svetla, ktoré¢ vieme vyuZit' na naSom elektronovom mikroskope: !
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(Bremsstrahlung) 1. Sekundarne elektrony (SE). Pomocou sekundarnych el. skimame povrch vzorky. Maju nizku
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. Spétne rozptylené energiu a su uvol'nené z vel'mi malej hlbky. Vyuzivame ich na Stidium povrchu vzorky, morfologiu mesmm=ad -
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Vy - 2. Odrazené elektrony (BSE). Obrazy tvoren¢ BSE poskytuji predstavu o chemickom zloZeni aggr!'{ums
[ Feriney vzorky (kompozicia). Generuju sa z vacsich hlbok. Ich intenzita zavisi od chemického zlozenia. scanning ooils
*A%"‘T"“;&;:? P AN Cim vyssie atomové ¢islo tym jasnejsi obraz. Pomocou BSE skimame zonalitu mineralov, vzt'ahy gggjr?uh}gle
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e Vaort po Interahel § Ao 3. Charakteristické RTG Ziarenie. Energiu charakteristického RTG Ziarenia vyuziva energiovo- energy dispersive electron '
) , , Lo. . o, . ) . , i ., x-ray detector detectors '
disperzny systém EDS, sluziaci na okamzité identifikovanie pritomnych chemickych prvkov. '
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Fyzikalne javy pri dopade elektronového lu¢a  Detekcia RTG Ziarenia v ED spektrometri je zaloZena na merani velkosti vystupného pulzu GaEodkiny v
na vzorku z detektora. Jeho velkost’ zavisi od poc¢tu vytvorenych parov elektron-diera, ktord je imerna energii electron .
- oF : 9 . 1 L v . v . detector infrared
fotonu RTG Ziarenia. Kazdému chemickému prvku zodpoveda Ziarenie urcitej energie (intervalu camera

energie). Obsah daného prvku je mozné urcit’' na zaklade intenzity jemu odpovedajuceho ziarenia.

4. Katodoluminiscenia (CL).
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Spektrum K-zivca

Je emisia viditeIn¢ho svetla zo vzorky pocas jej interakcie

s elektronovym la¢om. Elektrony laca vyrazia vizbové elektrony vo vzorke do vysSich E
energetickych trovni (“konduktivna vrstva“ materidlu). V mieste, z ktorého bol vyrazeny elektron, E

M ostala pozitivne nabita “diera”. Pri navrate elektronov vzorky do zakladného stavu (rekombinacia 4
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% elektron - diera) pride k vyZiareniu energie vo forme svetla (vzorky mézu emitovat’ svetlo aj v IR Rez elektronovym mikroskopom to pumps

'c a UV oblasti), alebo tepla. V tomto procese su zastipené¢ iba vonkajSie, pomerne slabo viazané ) o

o ] . .. . . o o ., , , Technické parametre elektronového mikroskopu JEOL JSM-6390LV

& elektrony, na rozdiel od RTG Ziarenia, ktoré je produkované pri zapliiani vakancii na vnutornych Rozligenic 3.0nm(30kV)

>N 2 2 , 5 o .

® vrstvach atomov. Urychlovacie napitie 0.5-30kV

“ Zvicsenie x5 — 300,000

3 Pracovna vzdialenost’ 8 - 39 mm

= Vlakno vycentrované W vldkno

Pracovné mody
Maximalna velkost’ vzorky
Vzorkovy GS stolik

Pohyb stolika

SEI, BEI (Topo)

32 mm

Eucentricky goniometer

X=20mm, Y=10mm, Z=5mm- 48mm

0 ' '1 o '2' - 3 " Rotécia R=360° priebezne
Energia ziarenia (keV) Néklon -10/+90°
PrisluSenstvo
Kvalitativna analyza - slizi na okamzité - IR kamera

- ED syst¢ém OXFORD INSTRUMENTS INCA x-act
- katodoluminscencia HORIBA FCLUE / MHRA

-zrkadlo

-spektrometer s dvoma difrakénymi mriezkami (UV
rozsah, viditeI'ny az blizky IR)

-2 detektory (PMT - fotonasobi¢, CCD)

zistenie pritomnosti chemickych prvkov vo
vzorke pomocou spektra RTG Ziarenia.

700
Wavelength (am)

Graficky vystup z CCD detektoru a fotografia zonalneho zirkonu z PMT detektoru
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X550 20pm 0000 PC-SEM X230 100pm 15/JANM0O X6,500 2pm 1457 10386 SEI 20kv . X2,500 10pm 24 35 SEI

ci

15kVv. X1,700 10um 1485 10 38 SEI 15kV X430  50pm X750  20um

18 .50 BEC 15kV X50 10 50 BEC

a) radiolaria, b) ulitnik - mikrogastropoda, c) prieduch listu (botanicky material), d) smektit medzi tabul’kami chloritu, €) drevny opal, f) zinkova beloba (Zn0O), g) draselny zZivec, h) zirkon, 1) mineraly vzacnych

zemin v granate z ortoruly (skratky: ap - apatit, grt - granat, mnz - monazit, ep - epidot, qtz - kremen, tht - thorit, j) minerdlna asociacia vulkanickej horniny - ryolitu (skratky: ab - albit, kfs - draselny zivec, bt -
biotit). Obrazky a-h vyhotovené v sekundarnych elektronoch (SE), obrazky i-j vyhotovené v odrazenych elektronoch (BSE).
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